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ランダムノイズはLSIの微細化・高集積化に伴なう様々な信頼性低下要因のなかでも、今後その影
響がますます深刻になることが予測される要因である。 本パネルは組合せ回路遅延のゆらぎを実
際に観測した結果に基づき信頼性向上設計指針を提案するものである。ランダムノイズの影響を
組込んだ回路シミュレーション技術等の基盤技術への適用を通して広く産業界への貢献が期待で
きる。
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ランダムノイズの影響を考慮したLSI信頼性向上設計

概要

近年のLSI素子の微細化により、信頼性の
高いシステムを設計することはますます
困難になってきている。LSIを構成する
トランジスタの特性のゆらぎ、経年劣化の
影響が顕在化してきているためである。
本パネルではランダムノイズによる巨大な
組合せ回路遅延ゆらぎの観測結果に
基づき、ランダムノイズ下での信頼性向上
設計指針について報告する。
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LSI Design Method for Reliability Considering Random Noise Effect


